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Congreso Multidisciplinario IEEE-Cinvestav 2025
Pre-Congress Workshop

Toller Badico
Mictodcopia de Fuervza Atemica

Introduccion practica a la Microscopia de Fuerza Atdmica (AFM). Los
participantes aprenderan conceptos basicos, el manejo del equipo en
laboratorio y los modos de trabajo (semicontacto y contacto), con
aplicaciones en la caracterizacion de materiales.

iPlazas reducidas, asegura tu lugar!

Instructora:M.C. Maria Georgina Ramirez Cruz /.
maramirezc@cinvestav.mx ;

Martes 25 de noviembre
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e Grupo 2:14:00 - 17:00 hrs (3 h) >

o Coffee break:17:00-17:20 hrs —F .
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Tallern Béidico
Microdcopia de Fuervza Atemica

Progrtama

Introduccion y teoria basica
Manejo basico de AFM en el laboratorio
A) Modo de Semicontacto
Mediciones Kelvin Probe
Mediciones de dureza
B) Modo de contacto
Cambio de cantiliver
Alineacion del laser y calibracion de la punta
Mediciones en modo contacto
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Instructora: M.C. Maria Georgina Ramirez Cruz
maramirezc@cinvestav.mx



